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FOREWORD

This amendment has been prepared by CISPR subcommittee F: Interference relating to
household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting
CISPR/F/454/CDV CISPR/F/471/RVC

Rull information on the voting for the approval of this amendment ca
gn voting indicated in the above table.

gublication will be

| reconfirmed;

| withdrawn;

°| replaced by a revised edition; or
| amended.

Rage 9

1 Scope and o;'

Replace the title of thi by ope

”

Rage 11

2 SNormative references

Replace the text by the following:

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161:
Electromagnetic compatibility
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IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and
measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

Amendment 1:1998

Amendment 2:20007

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and
measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
Amendment 1:20072

IEC©1000-4-4-2004," Electromagnetic compatibility (EMCTC) — Part 4-4: Testing any
measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part "
measurement techniques — Surge immunity test

FC 61000-4-6:2003, Electromagnetic compatibility (EMC) t ¢46: esting  ang
neasurement techniques — Immunity to conducted disturbancgs, 7 1 y

elds
mendment 1:2004
mendment 2:20063

DN N —

I 4-11: Testing ang
n voltage variations immunity tests

Rage 13

Definitions@

Add the_folfowing new definition:

3.18

glocK frequency
fundamental frequency of any signal used in the device, excluding those which are solely
used inside integrated circuits (IC)

NOTE High frequencies are often generated inside of integrated circuits (IC) by phase-locked-loop (PLL) circuits
from lower clock oscillator frequencies outside the IC.

1 There exists a consolidated edition 1.2 (2001) that includes edition 1 and its Amendments 1 and 2.
2 There exists a consolidated edition 3.1 (2008) that includes edition 3 and its Amendment 1.

3 There exists a consolidated edition 2.2 (2006) that includes edition 2 and its Amendments 1 and 2.
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Page 13

4 Classification of apparatus

4.2 Delete Note 1 and renumber Note 2, introduced by Amendment 1, as NOTE.

Rage 15

8 Tests

Throughout the clause, including the tables, replace “IEC 1000” by

Rage 21

5.6 Surges

Table 12 — Input a.c. power ports

In the second column after 2 kV add "Lins E i mpedance" and after 1 kV ad
"Line-to-Line with 2 Q Impedance".

After Table 12, add the fo econd paragraph:

The positive pulses arg apphes ) e phase angle of the a.c. line voltage to th
gquipment underAest, a egatike pulses are applied 270° relative to the phase angle
the a.c. line voltage Ao ipment undertest. Tests with other (lower) voltages than thos
diven in Table 12 are ¢

Replace the~eg ¢’ 13 by the following new Table 13:

Table 13 — Input a.c. power ports

W —h W

T | | Durations for voltage dips
Environmental est leve Test set-up
phenomena in % U
50 Hz 60 Hz
100 0 0,5 cycle 0,5 cycle IEC 61000-4-11
Voltage dips
in % ?j P 60 40 10 cycles 12 cycles Voltage change shall
T occur at zero crossin
30 70 25 cycles 30 cycles g
U; is the rated voltage of the equipment under test.
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Page 27

8 Conditions during testing

8.1 Replace the first paragraph by the following paragraph:

Unless otherwise specified, the tests shall be made while the apparatus is operated as
intended by the manufacturer, in the most susceptible operating mode consistent with normal

i

yse.
8.4 Delete the second sentence.
8.7 Delete this subclause.

8.8 Renumber this subclause as 8.7

Rage 29

9 Assessment of conformity

9.2 Statistical evaluation

Bibliography

Replace the reference to CISPR 16-2, introduced by Amendment 1, by the following reference:

CISPR/TR 16-4-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling — Statistical considerations in
the determination of EMC compliance of mass-produced products (only available in English)
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité F du CISPR: Perturbations relatives
aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

alm\Vi
A4~

Raonnaort o ot
SPP et ae—Vvote

CISPR/F/454/CDV CISPR/F/471/RVC

b publication sera

*| reconduite;

)| supprimée;

| remplacée par une édition révisée;
| amendée.

Rage 8

1 Domaine d@% i

1.1

Rage 10

2 _Références normatives

Remplacer le texte existant par ce qui suit:

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050-161, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique
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CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai
et de mesure — Essais d'immunité aux décharges électrostatiques

Amendement 1:1998

Amendement 2:20001

CEI 61000-4-3:2006, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

Amendement 1:20072

(
g

—

LEI 61000-4-4:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essg
t de mesure — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves
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t de mesure — Essai d’immunité aux ondes de choc

El 61000-4-6:2003, Compatibilité électromagnétique (CEM) — i
t de mesure — Immunité aux perturbations conduijtes, 5
adioélectriques

mendement 1:2004

mendement 2:20063

LEl 61000-4-11:2004, Compatibilité éjectromag
'essai et de mesure — Essais d'immufiitéaux/cré

e tension
nragne q A
ar' a

Partie 4-11: Technique
wolipures bréves et variation

2%l

ISPR 14-1:2005, Compatibilité électro

lectrodomestiques, oultillg

age 12 Q

Définitions

Exigences pour les appareils
alogues — Partie 1: Emission

Remplacer I6 gsen icle par “Termes et définitions”.

Remplacer /e p _imier par le suivant :

our les besoin présent document, les termes et définitions de la CEI 60050-16]
oncernani“la compatibilité électromagnétique (CEM) et les phénomeénes correspondants,
insi que.tes termes et définitions suivants s’appliquent.

h

jouter la nouvelle définition suivante:

3.18

fréquence d’horloge

fréquence fondamentale de tout signal utilisé dans le dispositif, a I'exclusion de ceux utilisés
uniquement a lI'intérieur des circuits intégrés (Cl)

1
2
3

Il existe une édition consolidée 1.2 (2001), incluant I'édition 1 et ses Amendements 1 et 2.
Il existe une édition consolidée 3.1 (2008), incluant I'édition 3 et son Amendement 1.

Il existe une édition consolidée 2.2 (2006), incluant I'édition 2 et ses Amendements 1 et 2.
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NOTE Des hautes fréquences sont souvent générées a l'intérieur des circuits intégrés (Cl) par des circuits

comportant une boucle a verrouillage de phase (PLL, phase-locked-loop) a partir de fréquences d’horloge plu
basses de 'oscillateur extérieur au CI.

Page 12

4 Classification des appareils

S

4.2 Supprimer la Note 1 et renuméroter la Note 2, introduite par '’'Amendement 1, en NOTE’

Rage 14

8 Essais

Dans I'ensemble de [larticle, y compris dans les
4CEI 61000x.

«CEl 1000» pa3

Rage 20

5.6 Ondes de choc

Tableau 12 — Accés d’entrée d¢ issa yurant alternatif

Dans la deuxieme, colo J¢ h jouter "Entre un fil et la terre avec une impédance d
12 Q" et, apres @ j ; igie avec une impédance de 2 Q".

Apres le Tableau ali syivant comme nouveau deuxiéme alinéa :

LUes impulsiofs paqsitiv appliquées a 90° par rapport a I'angle de phase de la tensio
dlternativ gppareil en essai, et les impulsions négatives sont appliquées
470° pag rappoxt 2 de phase de la tension alternative d’alimentation de I'appareil e
gssai. De us.d’autres tensions (moins élevées) que celles mentionnées au Tablea
12 ne sont pa

.7 Creux‘de tension et coupures

ableau 13 — Accés d’entrée de puissance en courant alternatif

=S

| S R € ¥ [— )

Remplacer le Tableau 13 existant par le nouveau Tableau 13 suivant:
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Tableau 13 — Acceés d’entrée de puissance en courant alternatif

f , f Durées des creux de ' .
Phénomeénes Niveau d’essai tension Montage d'essai
d’environnement en % U;
50 Hz 60 Hz
+66 8 0-5-eyete 0-5-eyete CE161000-4-11
Creux de -
tension 60 40 10 cycles 12 cycles L"j[’ Var_'at'%n _(t:ie
ension doij
en % U; 30 70 25 cycles 30 cycles ‘offectuer au (pint de
passage par.zéro

. o \ ) ; N
U est |la tension assignée de |'appareil en essai. < \
T A\ O

Rage 26

8 Conditions pendant les essais

8.1 Remplacer le premier alinéa par le\nouvel g

Sauf spécification contraire, les essais
due prévu par le constructeur, dans le
Jtilisation normale.

orsque l'appareil fonctionne tg
sensible qui soit compatible avec sop

8.4 Supprimer la deuxiér
8.7 Supprimer c

8.8 RenuméroterMe

Rage 28

9 Evaluation a conformité
9.2 Evdluation statistique

Remplacer la Note existante par ce qui suit:

NOTE Pour des informations générales sur les considérations statistiques pour la détermination de la conformité
CEM, voir le rapport technique CISPR/TR 16-4-3.

Page 30

10 Documentation du produit

Supprimer le présent article.
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